附件一：上訴人系爭專利列表

1.美國專利及商標局發明專利第8312401號「Method for smart defect screen and sample」專利權。
2.中華人民共和國國家知識產權局專利第1614876號「智能缺陷篩選及取樣方法」專利權。
3.中華民國發明專利第I402928號「智慧型缺陷篩選及取樣方法」專利權。
